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１．概要（Summary） 

単一架橋カーボンナノチューブに電界を印加 (Fig. 1) 
しつつフォトルミネッセンス(PL)測定を行ったところ、発光

波長に赤方偏移が観測された。これはシュタルク効果に

起因するものであることが分かった。 
２．実験（Experimental） 
 SiO2付の Si 基板に対してレジストを用いた電子線描画

(F5112)及びドライエッチング(CE-300I ICP-RIE (山本

研))を行い、トレンチを形成する。レジスト除去後、アニー

ル炉とアッシング装置(SAMCO FA-1)を用いてサンプル

を清浄に保ったのち、電極形成のため再びレジスト塗布・

電子線描画、さらに真空蒸着を行う。さらに、3 回目の電

子線描画では触媒パターンを形成し、ステルスダイサー

装置を用いて5 mm角に切り出す。これらのデバイスに対

して触媒スピンコート・リフトオフを行い、最後にCVD法に

より CNT を成長させる。 
このように作製したデバイスに対して電界を印加するた

めにワイヤーボンダーで電極と DC ソースメータ間の接続

を施し、その上で PL 測定を行った。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.2(a)は 0 と 15 V/mmにおける PL スペクトルである。

電界を印加したことにより、発光強度の減少と赤方偏移が

観測された。発光強度の現象は励起子の自発解離による

ものであることが知られている[PRL 112, 117401 (2014)]。 
一方で、赤方偏移に関しては電界依存性を詳細に調べる

(Fig. s2(b))と電界に対して 2 次関数的な振舞いを示すこ

とからシュタルク効果に起因するものであると考えられる。 
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Fig. 1 A device schematic 
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Fig. 2 (a) PL spectra taken at 0 V/mm (black) and 
15 V/mm (red). (b) Redshift as a function of electric 
field. 


